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Espectrometro infrarrojo por transformada de Fourier
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Los espectrémetros FT/IR-6X y FT/IR-8X ofrecen un sistema 6ptico altamente configurable aplicable a practicamente cualquier aplicacion

FTIR, desde una simple medicién del IR medio hasta analisis mas complejos en los confines mas lejanos del espectro electromagnético. Las

mediciones basadas en investigaciones se realizan facilmente en los espectrometros FT/IR-6X o FT/IR-8X con opciones como vacio total,

Optica recubierta de oro, escaneo rapido y por pasos y FT-Raman para experimentos mds avanzados. Los elementos intercambiables

combinados con la automatizacién completa se pueden utilizar para mediciones espectrales desde 25.000 cm-1a menos de 20 cm-isin tocar

el sistema. Utilice una variedad de puertos de emisién configurables y de vacio para realizar experimentos fuera del compartimento de

muestras. Combine los espectrometros FT/IR-6X o FT/IR-8X con nuestra amplia gama de microscopios FTIR, que se muestra en la pagina 6.

FI'/IR-EX

FT/IR-6X es el potente espectrometro FTIR para aplicaciones de
investigacion, que tiene una excelente relacién sefial-ruido (47.000:1) y
alta resolucién (0,25 cm-1). Tiene la capacidad de ampliar el rango del
ndmero de onda de medicién (25.000 a 20 cm-1), y también tiene la
opcién de aplicar la medicién IR en condiciones de vacio. FT/IR-6X con
rendimiento, funcionalidad y flexibilidad superiores proporciona la
solucion éptima.

Caracteristicas

Excelente relacion sefal-ruido (47.000:1)

Alta resolucién (0,25 cm™)

Exactitud de numero de onda (0.01 cm™)

Precision de numero de onda (0.0005 cm™)

Opcién de escaneo rapido

Opcidén de extension del rango de nimero de onda (25000 a 20 cm )

Opcidn de vacio

FT/IR-6X

Fr/irR-8X

FT/IR-8X es nuestro espectrometro FTIR insignia, que tiene una excelente
relacion sefial-ruido (55.000:1) y alta resolucién (0,07 cm-i). FT/IR-8X se puede
utilizar con opciones para medicién de escaneo rapido y medicién de escaneo
por pasos con resolucién de tiempo de nanosegundos (hasta 10 ns). Ademas,
la region del nimero de onda de medicién se puede ampliar como opciény

es posible actualizar el FT/IR-8X al modelo de vacio.

Caracteristicas

Excelente relacion sefal-ruido (55.000:1)

Alta resolucién (0,07 cm™)

Exactitud de numero de onda (0.005 cm™)

Precision de numero de onda (0.0005 cm™")

Opcién de escaneo rapido/opcién de escaneo por pasos

Opcidén de extension del rango de nimero de onda (25000 a 20 cmT)

Opcién de vacio

FT/IR-8X



Interferometro estable

Las mediciones FTIR de alta calidad comienzan con la precisién y estabilidad del
interferémetro. Es por eso que los espectrémetros FT/IR-6X y FT/IR-8X utilizan un
interferémetro Michelson con espejos de cubos de esquina para una alineacién
permanente para evitar la desviacién de la trayectoria de la luz, eliminando la

necesidad de una alineacién dinamica.

Inclinacién

Camino de luz]

Exploracion

Mecanismo del espejo esquinero-cubo.

Dado que la carcasa del interferémetro tiene excelentes propiedades de sellado,
protege los componentes épticos internos y mejora su vida Util. Se dispone de
mediciones fiables durante mucho tiempo gracias a una fuente de luz cerdmica de
alta luminancia con una larga vida Util, un detector DLATGS con control de

temperatura y una ventana KRS-5 resistente a la humedad.

v,
a

ventana KRS-5

Control AccuTrac™ DSP

Los espectrémetros FT/IR-6X y FT/IR-8X controlan el accionamiento del interferémetro
utilizando la Gltima tecnologia de procesamiento de sefial digital (DSP). En comparacién
con el control analégico del espejo moévil, el sistema DSP acorta el intervalo de tiempo para
el control de velocidad. Este mecanismo proporciona un control preciso del espejo en

movimiento y mejora el rendimiento de velocidad constante del accionamiento del espejo.

Banco 6ptico estable

El montaje a prueba de vibraciones del banco éptico evita interferencias
de fuentes de vibracién.

Base optica (izquierda) y montaje a prueba de vibraciones (derecha)

Funcion de autodiagnéstico

La funcién de Autodiagndstico comprueba el estado del FT/IR-6X o FT/IR-8X al
inicio. Si hay algun problema, sera detectado inmediatamente. Los resultados
del diagndstico se registran automaticamente y es posible realizar un
seguimiento del cambio temporal. Por lo tanto, si hay un problema con los

datos, se puede volver a rastrearlos.

(/] Judgment : OK

Items Information Status

@ Light source on oK @

@ Laser P-P: XXXX mV  OK

@ Interferometer XXXX oK i )

@ Interferometer temperature XX °C oK Daily inspection...
@ Interferometer humidity XX % oK

@ Initialization oK

Resultado del autodiagnéstico

Validacién automatica

Pelicula de poliestireno rastreable por NIST incorporada para una facil validacién. El estado
del instrumento se puede comprobar diariamente y se puede confirmar la fiabilidad de los

resultados del andlisis.
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Resultado de la validacién

Accesorio iQX

Cuando se coloca un accesorio con un chip de identificaciéon iQX Accesorio™
en el compartimento de muestra, el programa de medicién carga
automaticamente la informaciéon (nombre del modelo, nimero de serie, etc.)
y selecciona automaticamente los pardmetros de medicién éptimos. Estos

datos accesorios también se registran en el espectro medido.

1QX Accessory
ATR PRO 4X VIEW

Measurement parameters : Serial No. : 123456789

Accumulation 8
Resolution 40 cm-1
Apodization Cosine
Zero Filling ON
Gain x1
Aperture 1.5 mm
Scan Speed Auto
Filter Auto

Standard
Standard

Light source
Sample compartment

ventana de accesorios iQX



Excelente relaciéon senal-ruido

Tanto el FT/IR-6X como el FT/IR-8X logran relaciones sefial-ruido
excepcionales utilizando control DSP y un convertidor A/D de 24 bits. EIl FT/
IR-6X comienza con una relacién sefial-ruido superior a 47.000:1 (FT/IR-8X
-55.000:1).

Medicion de alta resolucion

El interferémetro Michelson de 28 grados de alta precisiéon y el espejo
movil casi sin friccién ofrecen una resolucion lider en su clase de hasta
0,07 cm..

Opciones de escaneo rapido y escaneo por pasos

Para mediciones resueltas en el tiempo, la opcién de escaneo rapido esta
disponible para FT/IR-6X y FT/IR-8X. El escaneo rapido proporciona mediciones
hasta un maximo de 40 Hz.

Las opciones de medicién de escaneo por pasos también estan disponibles para FT/IR-8X.
El escaneo por pasos ofrece opciones de medicién de microsegundos y/o nanosegundos.
Las mediciones de escaneo por pasos requieren un experimento infinitamente repetible y

reproducible. Algunos ejemplos de aplicaciones clave incluyen:

+ Perfilado de profundidad con PAS

* Mediciones de pelicula delgada con PM-IRRAS

* Transiciones quimicas en la orientacién del campo eléctrico de cristales liquidos.
* Reologia de materiales con estiramiento de polimeros

+ Plegado de proteinas
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Medicién de respuesta dindmica de cristal liquido (5CB)

(Resolucién de tiempo: 250 pseg.)

Opcidn de vacio

Al medir en el rango IR, eliminar los efectos del vapor de agua en el
instrumento es extremadamente importante para obtener datos de alta
precisién. Aunque la solucién convencional a este problema es purgar
con aire seco o gas nitrégeno, el FT/IR-6X y el FT/IR-8X tienen opciones
para un sistema optico total o parcialmente evacuable. Este sistema se
puede utilizar para realizar monitoreo de vapor de agua a niveles bajos
de ppb, medicién de pelicula delgada y medicién de solucién diluida.
Cuando se requiere medicién en regiones espectrales amplias, se puede
incluir el intercambio automético de ventana y/o divisor de haz para una
adquisicién espectral ininterrumpida.

FT/IR-6X
0,05

FT/IR-6XFV

Eliminacién de vapor de agua

&

2000 1000

Namero de onda [cm.]

Eliminacion de vapor de agua mediante opcion de vacio.

Dado que la opcién de vacio permite eliminar la influencia de la atmésfera de manera
efectiva en comparacién con la opcién de purga, permite detectar el pico débil y realizar
mediciones de infrarrojo lejano con alta precision. La siguiente figura muestra los
espectros de vapor de agua de concentracion ultrabaja. La opcién de vacio es una
herramienta poderosa para monitorear el gas de baja concentracién (menos de ppm) y

medir la pelicula delgada.
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Espectros de vapor de agua de concentracién ultrabaja.



Rango de onda

Los espectrémetros FT/IR-6X y FT/IR-8X se pueden configurar para cualquier
regién espectral dentro del rango de medicién de 25.000 cm-1a menos de 20
cm-1. El divisor de haz automatico y el intercambio de ventanas permiten una

medicién ininterrumpida en todo el rango espectral.

o N

Cambiador automético de divisor de haz

JASCO también puede proporcionar el sistema FTIR que permite realizar
mediciones de banda ancha (6000 a 30 cm).-1) sin cambiar elementos épticos.
Ademas, su sistema se puede aplicar al sistema de vacio, que puede obtener
todos los datos espectrales desde el IR medio hasta el IR lejano sin la

influencia del vapor de agua y el CO.;en la atmésfera en breve.

FT/IR-6XFV

La siguiente figura muestra los espectros de CaCOs. Dado que el sistema FTIR con
divisor de haz de banda anchay detector de banda ancha puede obtener todos los
datos espectrales desde el IR medio hasta el IR lejano a la vez, su sistema puede

distinguir la diferencia de estructura cristalina del CaCOs.

CaCO3 (Aragonito)

¢ 0,25

CaCoO3 (Calcita)

4000 2000 1000 350 50

Ndmero de onda [cm]

Espectros de CaCOs

Elementos épticos opcionales

25000 15000 5000
1 1

1000 400
] |

20 centimetros.1)

Fuente de luz Lampara halégena (25.000 - 2.200)

Fuente ceramica de alta intensidad (7.800 - 20)

Banda ancha de cuarzo (25.000 - 4.000)

Si/CaF2 (15.000 - 1.200)

Banda ancha KBr (12.000 - 375)

Ge/KBr (7.800 - 350)

Banda ancha IR media-lejana (6000 - 20)

Divisor de haz

Banda ancha Mylar (680 - 30)

Poliéster 5 um (630 - 150)

Mylar 12 pm ( 240 - 50)

Mylar 25 ym (110 - 20)

Mylar 50 um (60 - 20)

Fotodiodo Si (Visible) (25.000 - 1  0,000)

Fotodiodo Si (IR cercano) (15.000 - 8.600)

InGaAs (12.000 - 4,0 00)

InSb (11.500 - 1.850)

MCT-N (5000 - 750)

MCT-M (12.000 - 650)

MCT-W (12.000 - 450)

MCT-S (detector de escaneo por pasos) (12 000 - 850)

Detector
MCT-HS (10 nseg Ste p Detector de escaneo (5000 - 900)
DLATGS (IR medio) (15.000 - 350)
DLATGS (IR lejano) (15.000 - 220)
DLATGS (Banda ancha) (15.000 - 30)
DLATGS (Ventana PE) (700 - 30)
Boldmetro Si (650 - 20)
Diamante (25.000 - 20)
Cy 2(25.000 - 1.200)
Ventana KRS-5 (IR medio) (15.000 - 350)
KRS-5 (IR lejano) (15.000 - 220)
PE (700 - 20)
Espejo Recubrimiento de Al (25.000 - 20)

Revestimiento de oro (19.000 - 20)

*1 Al extender la regién del nimero de onda de FT/IR-6X a la regién visible, también se requiere la opcién del laser He-Ne.

* 2 Mylars (5/12/25/50 pm), detector MCT para opci6n de escaneo por pasos y opcién de recubrimiento de Au no estén disponibles en FT/IR-6X.
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JASCO ha desarrollado el exclusivo y potente paquete de software multiplataforma Windows® para controlar la mas amplia
gama de instrumentos de espectroscopia 6ptica. Spectra Manager™ es un completo compafiero de laboratorio para mediry
procesar datos, que elimina la necesidad de aprender multiples programas de software y permite analizar y mostrar datos

de muchos instrumentos juntos en la misma plataforma.

. . 7
Control de instrumentos Navegacion

Se incluyen controladores para controlar cada instrumento de espectroscopia y los cuadros La funcién de navegacion permite que incluso aquellos que no estan familiarizados
de didlogo de pardmetros permiten editar facilmente los archivos de parametros con el andlisis IR realicen mediciones del mismo modo que los expertos. Los
guardados previamente. Los datos adquiridos de cada instrumento se cargan parémetros de medicién adecuados se pueden configurar seleccionando el menu
automaticamente en el programa de analisis para liberar la PCy el software de control segun la navegacion.

para adquirir mas datos durante el procesamiento posterior a la adquisicién. Cada

controlador de instrumento también tiene su propia aplicacién dedicada para el —
Select measurement menu
diagnéstico y validacion del hardware del instrumento.

o =
lyi
ht] button

. . . .. . B a o =i o

Funciones de visualizacion flexibles S S = | -
spectio analys pt
Las funciones faciles de usar incluyen impresion superpuesta en colores y patrones, modo de Meial | e = =
Display a guide when programsars E=
escala automatica y estilo y fuente, asi como barras de herramientas personalizadas.
3 ==

2k 8 _ Método

El registro de los pardmetros de medicién utilizados con frecuencia en el método

- permite una medicién rapida a partir de la préxima vez.
|

€02 reduction

SSequence [0 swnss
Soeauenee] st Date

14 2001/1227 103840
202112727 103159 X

202112727 102748
202112727 102638

Procesamiento de datos y analisis

espectral.

Vea y procese varios tipos de archivos de datos de medicién (UV/Vis/NIR, FTIR, - =

Raman, Fluorescencia, CD) en una sola ventana, utilizando una gama completa de

funciones de procesamiento de datos. Las caracteristicas incluyen operaciones . .z .
o , N ‘ A ‘ y Publicacion de informes

aritméticas, derivadas, deteccién y procesamiento de picos, suavizado y correcciéon

de linea base. JASCO Canvas permite a los usuarios crear plantillas de disefio de datos y resultados

espectrales para cumplir con los requisitos de informes individuales.



Programa de busqueda de espectros KnowItAll

JASCO adopta Wiley KnowItAll como edicién de espectroscopia JASCO.

* Los 12.600 datos de espectros originales de Wiley y los 400 datos originales de JASCO se incluyen como paquete estandar

+ Funcién de busqueda de multiples componentes que puede buscar una muestra de mezcla de hasta 5 componentes

+ Admite andlisis de grupos funcionales para materiales poliméricos IR/Raman e IR

» Multitécnica que se puede buscar simultdneamente con espectros Raman

+ Capacidad de base de datos de usuario

« Funcién experta en ID que ejecuta busqueda espectral, busqueda de mezclas y busqueda de grupos funcionales al mismo tiempo

+ Se puede agregar la base de datos proporcionada por Wily (aprox. 264.000 espectros IR)

Multicomponente

Identificacion del espectro de cada componente de una muestra
desconocida que contiene hasta 5 componentes. El algoritmo de

blsqueda permite realizar busquedas en poco tiempo.

CRe e e ERS TS A RS S A

Multitécnica

Funcién de bldsqueda simultanea para espectros IR y Raman sobre la misma muestra y

funcién gréfica de las tasas de aciertos de cada resultado de busqueda.

experto en identi

La busqueda espectral, la bisqueda de mezclas, la bisqueda de picos y la busqueda de grupos

funcionales se realizan autométicamente, lo que proporciona pistas importantes para el anélisis

de muestras desconocidas.

Soporte de analisis de grupos funcionales.

Buscar el pico del espectro comparandolo con la informacién
del grupo funcional registrado en la base de datos. Admite
anélisis de grupos funcionales para materiales poliméricos IR/
Raman e IR

Programa de busqueda avanzada de espectros ADSS-4000

Programa de soporte de busqueda de espectros que hace posible que cualquier persona realice andlisis de espectros como un operador experto. Un programa de

blsqueda que marcé época y que utiliza técnicas de aprendizaje automatico para realizar la clasificaciéon sin utilizar una base de datos. Tiene la funcién de

clasificar el espectro de una muestra desconocida en 35 categorias y la funcién de buscar usando una biblioteca de datos (aproximadamente 600 datos), y ambas

funciones se pueden ejecutar al mismo tiempo.

e R
Number of hits Nigorithm
©Allhits O Specify numbers  Euclidean Distance

Acidos carboxilicos Silicona Uretanos
Sales de &cido carboxilico Resina epoxica Silice
Esteres de acido carboxilico Poliéteres Silice (talco)
Esteres de acidos carboxilicos (aceite) Poliéteres (poliacetal) Silice (caolin)
Proteinas fluoruros carbonatos
Poliamidas estireno Sulfatos
Celulosa y azticar Policarbonatos Poliimidas
Hidrocarburos Nitrilos Fosfatos
Hidrocarburos (polietilenos) Resinas fendlicas Agua
Hidrocarburos (polipropilenos) Acetatos de polivinilo Acetona
Resinas acrilicas Cloruros de polivinilo Alcohol
Poliesteres Alcohol de polivinilo

Resultados de clasificacién del espectro.

Categorias de clasificacion
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CERTIFICADO

Los productos descritos en este
documento estan disefiados y fabricados
por JASCO Corporation con certificacién
1SO-9001 e ISO-14001.

E6502-2201

El contenido de este folleto es solo para fines ilustrativos y de referencia. La informacién, descripciones y especificaciones de esta publicacion estan

sujetas a cambios sin previo aviso. JASCO no asume ninguna responsabilidad y no sera responsable de ningtin error u omisién contenido en este

documento ni de dafos o pérdidas incidentales o consecuentes en relacién con el suministro, el rendimiento o el uso de este material.






